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INFORMACION DEL CURSO:

Nombre: Numero de créditos: 8 Prerrequisitos:

Caracterizacion de Materiales |

Departamento: Horas teoria: Horas practica: Total de horas por cada semestre:
Fisica 40 40 80

Clave: 1B073 | NRC: Tipo:  Cursotaller Area: Bésica Particular

DESCRIPCION DEL CURSO:

Objetivo General:

Conocer los principios basicos de las técnicas analiticas para determinar la estructura y composicion de los diversos tipos de
materiales.

Contenido tematico

1. Clasificacion de técnicas de caracterizacion de materiales
1.1 Técnicas de caracterizacion de estructura, composicidn y propiedades de los materiales
1.2 Caracterizacién destructiva y no destructiva

2. Caracterizacién estructural y morfoldgica de los materiales
2.1 Difraccion
2.1.1 Difraccién de rayos X
2.1.2 Difraccion de electrones
2.1.3 Difraccion de neutrones
2.2 Microscopia electrénica de barrido (SEM)
2.3 Microscopia electrénica de transmision (TEM)
2.4 Microscopia de fuerza atomica (AFM)

3. Caracterizacién de la composicidon de los materiales
3.1 Emision, absorcion y fluorescencia atémicas
3.2 Cromatografia y espectrometria de masas (MS)
3.3 Microanalisis quimico por dispersién de energia (EDS)
3.4 Analisis de plasma acoplado inductivamente (ICP)
3.5 Fluorescencia de rayos X (XRF) y microfluorescencia de rayos X (- XRF)
3.6 Espectroscopia de fotoelectrones generados por rayos X (XPS)
3.7 Espectroscopia de electrones Auger (AES)
3.8 Espectrometria de masas por iones secundarios (SIMS)
3.9 Analisis Elemental.

4. Técnicas de caracterizacion mixta
4.1 Espectroscopia de dispersién Raman
4.2 Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier (FT-IR)

Modalidades de ensefianza aprendizaje

e  Exposicion didactica por parte del docente

Exposicion por parte de los estudiantes de problemas, ejercicios, temas e investigaciones en el salon de clase.
Resolucion por parte de los estudiantes de ejercicios y problemas de manera individual o colectiva en el salén de clases.
Realizacion de exdmenes de diagndstico y seguimiento.

Lectura de bibliografia incluyendo en otro idioma.

Modalidad de evaluacion



Instrumento

Criterios de calidad

Examenes de control

Participacion en clase

Disposicion para participar activamente durante las clases

10%

Examen final

Autenticidad en las respuestas y capacidad en la resolucion de ejercicios y problemas 40%

Competencia a desarrollar

e Conocer e identificar las principales técnicas para la determinacién de la estructura y composiciéon de los

diversos tipos de materiales.

e |dentificar la simetria e imperfecciones en los materialescristalinos.
e Entender los conceptos tedricos basicos para entender el fendmeno de difraccion de rayos X.
e  Conocer los principios basicos de las técnicas de microscopia electrénica de barrido y transmision.

Campo de aplicacion profesional

Esta asignatura aporta al perfil del Licenciado en Ciencia y Tecnologia de Materiales la capacidad para entender y explicar

los principios para la identificacion de la estructura y microestructura de los materiales.

BIBLIOGRAFIA DEL CURSO:

Charles Kittel

Introduction to Solid State

Physics Wiley
Willam F. Smith Principles of Materials Mc Graw Hill
Science and Engineering
. Elements of X-Ray .
B.D. Cullity Diffraction Addison Wesley
J.W. Jeffery Methods in X-Ray Academic Press

Crystallography

M.F.C. Ladd y R.A. Palmer

Structure determination by
X-Ray Crystallography

Springer

Elizabeth M. Slayter y Henry S. Slayter

Light and Electron
Microscopy

Cambridge University Press

Ray F. Egerton

Physical Principles of
Electron Microscopy

Springer

S/A

ASM Handbooks; volume
10: Materials
Characterization

ASM International

Ponderacion
Autenticidad en las respuestas y capacidad en la resolucion de ejercicios y problemas 50%




